ZADAVATEL:
Sidlem:
Jednajici:

IC: 68378271

VEREJNA ZAKAZKA:

Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i.
Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
doc. Jan Ridky, DrSc., feditel

Multifunkéni fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkladanim vzorkl, kompenzaci
povrchového naboje a hloubkovym profilovanim polovodi¢ovych a organickych materiald,
nanostruktur a funkcionalizovanych povrchu

Oduvodnéni Gcelnosti verejné zakazky podle § 2 vyhlasky €. 232/2012 Sb.

Verfejny zadavatel popise zmény
a) v popisu potieb, které maji byt
splnénim vefejné zakazky

napinény

b) v popisu pfedmétu vefejné
zakazky

c) vzajemného vztahu pfedmétu
vefejné zakazky a potreb
zadavatele

d) pfedpokladany termin spinéni
vefejné zakazky

oproti skute€nostem uvedenym

podle § 1 vyhlasky ¢. 232/2012

Sbh.

NedoSlo ke zménam oproti Udajum uvedenym v pfedbézném
oznameni dle ustanoveni § 1 vyhlasky €. 232/2012 Sb.

Popis rizik souvisejicich s plnénim
vefejné zakazky, ktera zadavatel
zohlednil pfi stanoveni zadavacich
podminek. Jde zejména o rizika
nerealizace vefejné zakazky,
prodleni s plnénim vefejné
zakazky, snizeni kvality pInéni,
vynalozZeni dalSich finan€nich
nakladu.

Riziko nerealizace vefejné zakazky:

V pfipadé nerealizace vefejné zakazky dojde k principialnimu
naruSeni c¢innosti laboratofe elektronové spektroskopie.
Nebude mozno provadét kvalitativni a kvantitativni analyzu
povrchu a méfeni hloubkovych koncentraCnich profilt
studovanych vzorkd.

Riziko prodleni s pInéni vefejné zakazky:

V pfipadé prodleni s plnénim vefejné zakazky hrozi riziko
odejmuti prostfedkil poskytnutych AV CR na rok 2014, které
tvofi 100% ceny pfistroje. Snizeni kvality plnéni ani riziko
vynaloZzeni dalSich finan¢nich prostfedkd (mimo vySe
zminénych) nehrozi.

Riziko sniZzeni kvality pInéni:

Kvalita pInéni je zadavatelem jasné definovana v zadavacich
podminkach (smlouvé), a proto zadavatel nepfipousti, ze by
mohlo dojit k jakémukoliv sniZeni kvality plnéni. Kvalita plnéni
je definovana odkazem na relevantni pravni pfedpisy a jiné
normy. Zadavatel po celou dobu zaruéni doby bude pozadovat,
aby pfedmét plnéni byl ve stanovené kvalité, tak jak zadavatel
vymezil ve smlouveé.
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Riziko vynalozeni dalSich finanénich nakladu:

Pfedmét plnéni vefejné zakazky je jasné a urCité definovan
zadavacimi podminkami resp. vymezenim pfedmétu plnéni
vefejné zakazky v souladu se zakonem. Cena stanovena na
zakladé zadavaciho Fizeni tak je kone€na a uplna v€. v8ech
nakladl souvisejicich s pfedmétem pInéni vefejné zakazky.
Zadavatel tudiz nepfedpoklada vynalozeni dalSich financnich
nakladll v souvislosti s realizaci pfedmétné verejné zakazky. V
pfipadé nutnosti vynalozeni dalSich finanénich nakladd z
divodu na strané vybraného uchazeCe bude zadavatel
jednoznacné uplatiiovat nahradu Skody v pfipadé naplnéni
zakonnych podminek.

Vefejny zadavatel mize vymezit
varianty naplnéni potfeby a
zdGvodnéni zvolené alternativy
verejné zakazky.

Zadavatel nevoli alternativni napInéni planovaného cile.

Verejny zadavatel mlze vymezit,
do jaké miry ovlivni vefejna

zakazka plnéni planovaného cile.

Realizaci pfedmétu plnéni vefejné zakazky bude na pracovisté
zadavatele dodan moderni fotoelektronovy spektrometr, ktery
pomGze pracovnikim Fyzikalniho Ustavu AV CR, v.v.i. i
zaméstnancim zjinych pracovist AV CR fes$it celou Fadu
védeckotechnickych  problém( v oblasti materidlového
vyzkumu.

Zadavaci podminky vefejné zakazky jsou stanoveny tak, aby
realizace vefejné zakazky probéhla fadné a véas v souladu
s pravnim fadem CR.

Zadavatel mize uveést dalSi
informace odlvodnujici ucelnost
vefejné zakazky.




Odulvodnéni pozadavki na technické kvalifikacni predpoklady pro plnéni vefejné zakazky na
dodavky podie § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 232/2012 Sh.
Vefejny zadavatel odGvodni pfiméfenost pozadavkl na technické kvalifikaéni pfedpoklady ve vztahu
k predmétu vefejné zakazky a k rizikim souvisejicim s plnénim vefejné zakazky

Oduvodnéni pfimérenosti
pozadavkl na seznam
vyznamnych dodavek. (Vefejny
zadavatel povinné vyplni, pokud
pozadovana finanéni hodnota
vSech vyznamnych dodavek ¢ini
v souhrnu minimalné trojnasobek
predpokladané hodnoty verejné
zakézky.)

Dodavatel splfiuje tento kvalifikacni predpoklad, pokud v
poslednich 3 letech realizoval alespori 3 dodavky obdobného
charakteru a rozsahu. Dodavkou obdobného charakteru a
rozsahu se rozumi dodavka fotoelektronového spektrometru
s obdobnymi parametry dle zadavaci dokumentace ve
finanénim rozsahu min. 20 000 000,- K& v€etné DPH, a to za
kazdou z dokladovanych dodavek.

Zadavatelem pozadovana finanéni hodnota vyznamnych
dodavek v souhrnu nepfevySuje trojnasobek predpokladané
hodnoty vefejné zakazky.

Odavodnéni pfimérenosti
pozadavku na pfedlozeni seznamu
technik( &i technickych atvara.
(Vefejny zadavatel povinné vyplni,
pokud pozaduje piedlozeni
seznamu vice nez tfi technikl nebo
technickych utvar(.)

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Odudvodnéni pfimérenosti
pozadavku na predlozeni popisu
technického vybaveni a opatfeni
pouzivanych dodavatelem

k zajisténi jakosti a popis zafizeni
¢i vybaveni dodavatele uréeného
k provadéni vyzkumu.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Oduvodnéni pfimérenosti
pozadavku na provedeni kontroly
vyrobni kapacity vefejnym
zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, pfipadné provedeni
kontroly opatfeni tykajicich se
zabezpeceni jakosti a vyzkumu.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Oduvodnéni pfimérenosti
pozadavku na predlozeni vzorki,
popisl nebo fotografii zbozi
uréeného k dodani.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Oduvodnéni pfimérenosti
pozadavku na pfedlozeni dokladu
prokazujiciho shodu
pozadovaného vyrobku vydaného
pfislusnym organem.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.




Technicka podminka Odulvodnéni technické podminky

Ugel zafizeni Ugel zafizeni definuje typ praci, kterd jsou na zafizeni
Ugelem spektrometru je provadéni | planovana a zafizeni je tedy nezbytné musi umoZfiovat.
rutinnich XPS analyz kovd,
polovodiéu, izolant(l, polymer( a
praskovych vzorkl. Rutinni
analyzou se mysli ziskavani
informaci o kvalitativnim a
kvantitativnim zastoupeni prvkl na
povrchu studovaného vzorku a
rovnéz informace o chemickém
stavu prvkl. XPS analyza musi byt
provadéna s vysokym
energetickym a uhlovym rozliSenim
z malé plochy vzorku. Spektrometr
musi umoznit chemické mapovani
rozlozeni prvk( na povrchu
zkoumanych latek. P¥i pouziti
pfipojeného iontového déla musi
spektrometr dovolit méfeni
hloubkovych koncentracnich

profild.
Multifunkéni fotoelektronovy Jednotlivé body definuji standardni parametry moderniho
spektrometr musi splfiovat fotoelektronového spektrometru

nasledujici technické poZadavky:
1. Pro buzeni

fotoelektronl musi byt
spektrometr vybaven
vykonnym
monochromatickym
AlKa zdrojem
doplnénym o
pfidavnou anodu nebo
o dalsi
nemonochromatizovan
y zdroj.

2. Energetické rozliseni
pro XPS spektroskopii
musi byt lepSi nez 0.6
eV (méfeno na vzorku
Ag pro
fotoelektronovou linii
Ag 3d>?).

3. Intenzita Ag 3d°? linie
by méla byt vy$si nebo
rovna nez 100 kcps pfi
rozliSeni lepSim nez




0.6 eV a pro
analyzovanou plochu o
priméru = 100 um.
Pro analyzovanou
plochu o priméru < 20
pUm a pro rozliseni
lepSim nez 0.6 eV
pozadujeme intenzitu
= 2 keps pro stejnou
fotoelektronovou linii.

Systém musi
umoznovat provadét
méreni rozlozeni prvk
po povrchu vzorku
(chemical mapping).
Laterarni rozliSeni
musi byt lepSi nez 10
pm.

Manipulator s drzakem
vzorku musi minimalné
umoznit 3 translace (X,
Y, Z), rotaci a naklon
vzorku. Jednotlivé
pohyby musi byt
fizené pomoci
ovladaciho softwaru.

Spektrometr musi
dovolovat pocitatem
fizené méfeni uhlové
zavislych spekter

v Uhlovém intervalu od
normalové emise (0°)
az po Uhel 75°.

Uchyceni vzorku na
manipulatoru musi byt
takové, aby dovolovalo
méfit i vzorky
praskovitého
charakteru.

Tlak v méFici komofe
po vypékani musi byt
lepSi nez 8x1 0'° mbar.

Z divodu fadného
odstinéni
magnetického pole
musi byt komora
spektrometru vyrobena
Z mu-kovu.
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Pro méfeni nevodivych
vzork( musi byt
spektrometr vybaven
zarizenim pro
kompenzaci
povrchového naboje.
Tento systém musi byt
pIné funkéni i pfi
méfeni hloubkovych
koncentraénich profilt
pomoci odprasovani.
Zafizeni pro
kompenzaci
povrchového naboje
by mélo dovolit
eliminovat povrchovy
naboj automaticky i
pomoci ruéniho
nastaveni.

Pro ¢isténi a méreni
hloubkovych
koncentracénich profild
povrchu zkoumaného
vzorku musi byt

v analytické komofe
spektrometru zdroj
svazku ionizovanych
Ar klastra.

Spektrometr musi byt
vybaven zafizenim pro
rychlé vkladani vzork
bez poruseni vakua

v analytické komore.

Spektrometr musi byt
vybaven zafizenim pro
presné nastaveni
mista analyzy na
vzorku.

Komora spektrometru
musi byt vybavena
pfirubou pro pfipojeni
preparacni komarky.

Napojeni spektrometru
na elektrickou sit musi
mit oddélené pfivody
pro napajeni
elektronickych zdroj(
zajistujicich provoz
spektrometru od




16.

napajeni pro topné
elementy slouzici
k vyhFivani aparatury.

Soucasti dodavky
musi byt software pro
ovladani spektrometru
(nagitani spekter,
méfeni hloubkovych
profilG, méreni
uhlovych spekter,
chemické mapovani) a
software pro
vyhodnocovani XPS
spekter.




Odlivodnéni vymezeni obchodnich podminek vefejné zakazky na dodavky a verejné zakazky na
sluzby podle vyhlasky § 4 vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.

Odavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici del$i Ihatu
splatnost faktur nez 30 dna.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Oddvodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici pozadavek na
pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou dodavatelem tfetim
osobam ve vySi pfesahuijici
dvojnasobek predpokladané
hodnoty vefejné zakazky.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Odavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici pozadavek
bankovni zaruky vysSi nez je 5%
ceny verejné zakazky.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Odavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici pozadavek
zaruéni Ihdtu del§i nez 24 mésica.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Odavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni pokutu
za prodleni dodavatele vysSi nez
0,2% z predpokladané hodnoty
vefejné zakazky za kazdy den
prodleni.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Odavodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni pokutu
za prodleni zadavatele s Uhradou
faktur vys&i nez 0,05% z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.

Oddvodnéni vymezeni dalSich
obchodnich podminek dle § 5 odst.
2. Verejny zadavatel odivodni
vymezeni obchodnich podminek
verejné zakazky na dodavky a
vefejné zakazky na sluzby ve
vztahu ke svym potiebam a

k rizikim souvisejicim s pInénim
vefejné zakazky.

Pro danou vefejnou zakazku neni relevantni.




Oduvodnéni stanoveni zakladnich a diléich hodnoticich kritérii podle § 6 vyhlasky €. 232/2012
Sb.

Hodnotici kritérium Oduavodnéni

Celkova nabidkova cena bez DPH Nabidkové cené byla pfifazena vaha 32%. Tato
vaha byla zvolena z divodu, aby pfi vybéru
spektrometru byl zohlednén pfedevSim vyznam
jeho technickych parametr(, které jsou pro ucely
pouziti pfi realizaci pInéni kliCové. Pomér vah
hodnoticich kritérii ur€uje pomér vyhodnosti ceny
a parametru technického vykonu pro napinéni
potfeb zadavatele.

Celkova kvalita a technické parametry Hodnoceni technickych parametrd ma
zabezpecit, Zze vysledkem zadavaciho fizeni
bude pofizeni spektrometru s nejlepSimi
technickymi parametry, které jsou v soucasné
dobé na trhu.

Garantovana citlivost, energetické a lateralni Fyzikalni zavéry u€inéné v souvislosti s feSenim
rozliseni problému spojenych s povrchem studovaného
materialu, budou provedeny na zakladé
vyhodnocovani naméfenych spekter. Kvalita
zaznamenanych spekter je ovlivnéna predevsim
citlivosti, energetickym a lateralnim rozliSenim
spektrometru. ProtoZe jde o nejdulezitéjSi udaje
charakterizujici spektrometr, byly tyto parametry
vybrany jako zvlastni hodnotici kriterium, To ma
zajistit, ze bude vybran spektrometr, ktery bude
poskytovat nejkvalitnéjSi spektra.

Vlastnosti klastrového zdroje Ar iont( Koncentraéni profil prvku charakterizuje jeho
rozloZeni v povrchovych vrstvach zkoumaného
vzorku. Spolehlivost uréeni koncentracniho
profilu je velmi ovlivnéna vlastnostmi pouzitého
iontového déla. Protoze méfeni koncentracnich
profill je jednim z pozadavk( kladenych na novy
spektrometr, byly do hodnoticich kriterii zafazeny
vlastnosti pozadovaného klastrového zdroje Ar
ionty.

Délka zaruéni doby Délka zaru¢ni doby jako hodnotici kriteriu ma
zajistit co mozna nejdelsi dobu, b&hem které je
mozné odstranit nedostatky funkce pfistroje, aby
v nasledujicim obdobi byl zabezpecen
bezproblémovy chod spektrometru.




Oduvodnéni predpokladané hodnoty verejné zakazky podle § 7 vyhlasky €. 232/2012 Sb.

Hodnota

Oduavodnéni

17 355 000,- K& bez DPH

Zadavatel stanovil pfedpokladanou hodnotu této vefejné
zakazky v souladu § 13 odst. 2 zakona, a to na zakladé udaju
z prizkumu trhu. Zadavatel vychazel jak ze svych vlastnich
zku$enosti, tak i z dalSich dostupnych informaci a udaju.
Zadavatel zohlednil vyvoj relevantnich faktort na trhu v Case
tak, aby pouZzité udaje a informace mohly byt povazovany za
aktualni (konkrétné byla predpokladana hodnota zakazky
stanovena na zakladé prlzkumu trhu a uvedena v zadosti o
dotaci na AV CR vynasobena hodnotou odpovidajici rozdilu
konverznich kurz CNB ménového paru CZK/EUR mezi dnem
odeslani zadosti o dotaci a dnem zpracovani zadavaci
dokumentace, tedy 6. 8. 2013 a 18. 2. 2014; zaroven byla
zohlednéna moznost kurzové zmény v priibéhu Ihity na podani
nabidek).
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